Désordre dans I'lM-18 révélé par la DRX sur poudre, la diffraction des électrons et imagerie HRTEM

Une combinaison de différentes techniques, dont la diffraction des électrons, la microscopie électronique a transmission a haute résolution (HRTEM) et I'affinement de
Rietveld a I'aide de données de diffraction de poudre synchrotron, a été utilisée pour élucider les détails de la structure et comprendre la nature du désordre. Les données
de diffraction des électrons de rotation ont été utilisées pour déterminer la structure moyenne de I'I[M-18, les images HRTEM pour caractériser le désordre d'empilement,

et I'affinement de Rietveld pour localiser le Ge dans la charpente et I'OSDA situé dans les canaux.
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